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表面活化处理在激光局部键合中的应用
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摘要: 为了研究低热应力键合工艺,提出了一种将表面活化直接键合与激光局部键合相结合的键合技术。首先采

用 RCA溶液对键合片进行表面亲水活化处理, 并在室温下成功地完成了预键合。然后在不使用任何夹具施加外力辅助

的情况下, 利用波长 1064nm、光斑直径 500 m、功率 70W 的 Nd YAG连续式激光器, 实现了激光局部键合, 并取得了

6. 3M Pa~ 6. 8M Pa的键合强度。结果表明,这种以表面活化预键合代替加压的激光局部键合技术克服了传统激光键合存在

的激光对焦困难,以及压力不匀易损害键合片和玻璃盖板等缺点, 同时缩短了表面活化直接键合的退火时间, 提高了键合

效率。
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Application of surface activation in local laser bonding
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Abstrac t: A new bond ing technique to allev iate the high temperature adve rse e ffect in silicon glass bond ing process w as

presented w hich comb ines the advantages of surface activated direct bond ing and local laser bond ing techn iques. RCA so lution w as

used to m ake the bond ing surfaces hydroph ilic and the silicon g lass prebonding w as accom plished a t room temperature. The laser

w ith a w avelength of 1064nm w as used and its spot diam eter was 500 m and the power was 70W. W ithout any exte rnal pressure,

the prebonded pa irs we re bonded loca lly and the bond ing strength reaches 6. 3M Pa~ 6. 8M pa. The exper im enta l results o f show

tha t this bonding technique, wh ich em ploy s surface activa ted prebonding to substitute pressure tom a inta in the intim ate contact of

bonding chips, has overcom e the disadvantages that focusing is d ifficult and bond ing ch ips and g lass cover are easy to broken in

norm a l local laser bond ing processing. This techn ique also improves the effic iency o f surface activa ted d irect bond ing by shorten ing

the annea ling tim e.
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引 言

键合是一种广泛应用于微机电系统 ( m icro elec

trom echan ica l system s, M EM S)和 IC器件生产的工艺。

利用键合技术可以使各种经过抛光的半导体片形成一

个整体,从而使以硅为核心的各种材料的集成成为现

实,进而使系统、电路、器件与材料的一体化优化设计

成为可能, 使硅的超大规模集成电路 ( very large scale

integrat ion, VLSI)的潜力得以充分发挥, 极大地促进了

半导体技术的发展
[ 1]
。但是,目前使用的键合工艺普

遍采用高温整体热键合,使键合芯片得到足够的键合

能 (如硅 硅阳极键合: 300 ~ 450 , 硅 硅直接键合:

大于 800 , 熔融键合则需大于 1000 , 金硅共晶键

合: 363 )
[ 2]
。在如此高的键合温度下, 很多器件的

可靠性无法保证。而激光焊接具有大熔深、窄焊道、小

热影响区, 以及高功率密度的特征
[ 3]

, 将其应用到键

合中,就可以在实现局部高温键合的前提下保证芯片

其它部分的温升不会太高
[ 4 ]

,而且激光作用后降温也

非常迅速
[ 5]

, 因此,激光键合目前得到了广泛的关注。

影响激光局部键合质量的一个重要因素是两键合

片接触的紧密程度。从理论上来说, 键合片接触越紧

密,激光在键合界面处就能聚集更多能量完成键合。

目前大部分激光局部键合的研究工作都是以加压的方

式使两键合片紧密贴合
[ 6]

, 需要使用特别设计的夹

具,实际效果也不理想。因此, 作者提出了以表面活化

处理的方法对两键合片进行预键合处理,使两键合片
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能在不外加压力的情况下实现激光局部键合。

1 原理分析

激光局部键合的原理基于激光透射焊接技术, 主

要适用于两种激光透射率不同的材料进行键合, 其中

一种材料能使激光透过,而另一种材料能吸收激光的

能量。当两种材料的芯片堆叠起来, 使合适波长的激

光透射上层芯片到达键合界面时, 大部分的能量将被

下层芯片材料吸收而迅速升温产生键合。典型的激光

键合材料是硅和玻璃,当使用波长 1064nm的 Nd YAG

激光器时, Pyrex玻璃可以透过绝大部分的激光, 而硅

片能够吸收足以发生键合的能量。

目前, 广泛使用的激光局部键合装置如图 1所

F ig. 1 Sch emat ic d raw ing of th e pressu re aided

示
[ 7]
。为了保证两键合片能紧密接触, 一般在键合玻

璃片上再使用一块比较厚的玻璃片, 通过在厚玻璃片

的边缘加压,可以使压力传递到键合玻璃上,同时厚玻

璃片中间可以使激光透射。这种装置的设计意图是通

过加压的方式尽量减小两键合片间的空隙。但是实现

起来有一定的困难。 ( 1)传递压力的玻璃片与键合玻

璃片之间有空隙,存在接触界面,因此激光到达键合界

面前要经过两个界面: 界面 1和界面 2。与玻璃盖板

相比键合玻璃片比较薄,界面 1和界面 2距离比较近,

故控制激光准确地在键合界面上聚焦比较困难。 ( 2)

玻璃盖板的施压点在边缘, 因此很难保证处于中心位

置的键合玻璃片能均匀受压。这样会造成应力分布不

均,而激光局部键合时温度梯度又比较大,故玻璃键合

片在激光照射时很容易破裂。 ( 3)试验中为了保证两

键合片紧密接触, 一般施加的压力在 10MPa~ 30M Pa

之间
[ 7]

, 对于 1cm ! 1cm的键合片,就是 100kg~ 300kg

的压力。如此大的压力,玻璃盖板太薄将无法承受;但

是太厚会造成激光在玻璃中被吸收太多, 盖板升温,温

度梯度增加,而玻璃属于脆性材料,在较大压力存在的

情况下,很容易被破坏。因此玻璃盖板的厚度很难选

择。

由此可见,使用加压方法进行激光键合设备比较

复杂, 实现也有一定的困难。

而表面活化键合是一种有效的直接键合方法, 广

泛用于硅 硅, 硅 玻璃, 玻璃 玻璃
[ 8]
等材料的直接键

合
[ 9]
。采用亲水化表面活化处理的方法可以使单晶

硅圆片和 Pyrex玻璃圆片在无外界压力的情况下直接

键合
[ 10]

, 但是要达到比较高的键合强度需要在 450 

下退火 5h。如果采用激光键合来代替高温退火的工

艺过程,那么就可以在相对较短的时间内完成键合。

因此,把表面活化预键合和激光局部键合结合起来是

实现低温键合的一个可行方案。

2 试验过程

2. 1 亲水化预键合

试验使用的单晶硅圆片掺杂类型为 P型, 晶向

( 111) , 厚 380 m, 半径 38mm; Pyrex 玻璃圆片厚

525 m,切割成 20mm ! 20mm的方片以供键合。

所使用的硅片和玻璃片均进行了亲水化处理。具

体的流程是: ( 1)配置 H2 SO4 和 H 2O2 的混合溶液

( V (H 2SO 4 ) V (H2O2 ) = 2 1) , 将待键合的样片浸泡到

混合溶液中,控制反应温度在 120 ,清洗时间 20m in,

混合溶液的作用是去除金属颗粒和有机物污染; ( 2)

配置 RCA1 溶液 ( V ( NH 4OH ) V ( H 2O 2 ) V ( H2O ) =

1 1 5) , 浸泡样片 20m in, 反应温度 70 ; ( 3)配置

RCA 2溶液 ( V (HC l) V (H 2O2 ) V (H 2O ) = 1 1 5) ,浸泡

20m in,反应温度 70 ; ( 4)使用高纯氮气将样片吹干。

每一步处理以后,都要用去离子水将样片冲洗干净。

经过了以上的表面活化过程, 样片表面将悬挂大

量的 OH
-
, 表现出了强烈的亲水性质。此时将硅片和

玻璃片在室温下迅速贴合在一起, 硅片和玻璃即发生

了自发性键合,如图 2所示。虽然边缘有部分区域没

F ig. 2 Preb onded s ilicon g lass ch ip s

有键合上 (推测是未清洗干净的原因 ), 但是整体的键

合面积已经达到了激光键合的要求。不过此时键合强

度非常弱,很小的力就可以将两键合片分开, 因此, 使

用了透明胶带将玻璃片固定防止意外破坏预键合。

2. 2 激光局部键合

将预键合好的一对样片放置到激光器的平移台

上,不再使用任何夹具对其施压。使用德国 Rofin Si
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nar公司生产的 Nd YAG激光器,波长 1064nm, 光斑直

径 500 m。连续式激光发射方式, 功率 70W, 光束扫

描速度 5mm / s,扫描长度 10mm。

3 结果与讨论

激光键合后的样片如图 3所示。激光束划过的线

条清晰可见,表明此区域已经成功键合,而其周围的预

Fig. 3 Laser bond ed ch ips

键合区域仍然有一部分残存。通过激光键合线条的显

微照片 (见图 4)可以明显看到激光束键合的整个过

Fig. 4 M icroscope photograph of laser scan trace

a∀ th e end sect of laser scan b∀ the m idd le sect c∀ the start sect

程。图 4c是激光键合的初始阶段,因为此时键合界面

吸收的激光功率还比较少, 温度还未上升到稳定键合

的程度。由于激光束的能量分布满足高斯分布, 光斑

中心点的能量密度比较高, 因此在光斑的中心位置升

温较快,故而光斑的中心点首先发生了键合。随着激

光照射时间的增加, 键合界面吸收的激光能量也越来

越多, 因此键合的区域开始向垂直于光束扫描方向的

两端扩大,即键合线条的宽度越来越大,同时键合界面

吸收的能量也就越来越多。当键合线条宽度扩大到一

定的尺度时,键合界面吸收的能量与激光提供给键合

界面的能量相等,此时键合达到了一种准静态的能量

平衡, 因此键合线条宽度也就不再增加而维持在一个

固定的尺寸 (见图 4b)。图 4中标尺每刻度是 50 m,

从图 4b中可见键合线条的宽度大约是 750 m。当然

这个准静态平衡的建立和激光功率, 键合界面散热效

率等因素都有关系。若激光功率太大, 使注入键合区

域的能量超过了键合吸收和散发的能量总和, 那么键

合界面材料将无法承受而导致键合片破裂损坏。

在激光扫描的结束端可以很明显地看到半圆型的键

合区域,清楚地表明了圆型激光光斑形成的键合区域。

随后样片根据键合线条划成了若干小片, 每片上

有一根键合线条。利用 CHEN使用的微样件测试

机
[ 11]
对样片进行了拉伸测试。经过拉伸测试后失效

的样片如图 5所示,样片从玻璃体内断裂, 而不是在界

面断裂,测试结果表明, 激光局部键合的强度达到了

6. 5M Pa~ 6. 8M Pa。

F ig. 5 Th e fractu red glass su rface after pu ll test

4 结 论

常规加压方法实现的激光局部键合存在着设计结

构相对复杂,容易损伤键合片, 上层玻璃盖板容易破碎

等问题。而将表面活化预键合应用在激光局部键合

中,无需任何附加夹具即使两键合片紧密接触。经过

键合试验, 使用波长 1064nm, 光斑直径 500 m, 功率

70W的 Nd YAG激光器实现了激光局部键合, 并取得

了较好的键合强度。
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